Rastersondenmikroskop
Multimode 8

Prinzip:
Oberflachenanalyse. Ortsaufgeldste und in-situ Analysen von Probenober-

flachen im pm- und nm-Bereich. Messprinzip beruht auf der Wechselwir-
kung einer Spitze (Sonde) mit der Probenoberflache.

Umgebungsbedingungen Luft, FlUssigkeit

Max. Scanbereich 10 x 10 pm?

Bipotentiostat fur in-situ
Messungen in FlUssigkeiten

Sonderausstattung




